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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人

日本粉体工業技術協会（APPIE）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日

本産業規格を改正すべきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日

本産業規格である。これによって，JIS Z 8827-2:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS Z 8827 規格群（粒子径解析－画像解析法）は，次に示す部で構成する。 

JIS Z 8827-1 第 1 部：静的画像解析法 

JIS Z 8827-2 第 2 部：動的画像解析法 
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日本産業規格          JIS 
 Z 8827-2：2024 
 (ISO 13322-2：2021) 

粒子径解析－画像解析法－第 2 部：動的画像解析法 
Particle size analysis-Image analysis methods- 

Part 2: Dynamic image analysis methods 
 

序文 

この規格は，2021 年に第 2 版として発行された ISO 13322-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

画像解析法は，粒子径解析だけでなく，総粒子数測定，粒子追跡機能を用いる 3D 画像再構成及びこれ

による形状記子評価，などの応用展開が進みつつある。この規格では取り扱わないが，粒子径解析以外の

画像解析法の適用例を附属書 G に紹介する。 

1 適用範囲 

この規格は，多数の粒子が重なり合わずに相互に運動している系から取得された画像を二値化画像に変

換する方法について規定する。移動する粒子の画像は，光学的撮像装置によって取得する。粒子移動によ

って生じる粒子画像への影響は，装置上の工夫及びソフトウェア処理によって最小化する。この方法は，

粒子画像が背景に対して明瞭に区別できる場合にだけ有効である。得られた粒子二値化画像は，既に静止

画像なのであるから，JIS Z 8827-1 の静的画像解析法に規定する方法によって粒子径（分布）を解析する。

動的画像法は，静的画像法と比較して多くの粒子の測定を可能にする。この規格では，また，粒子状標準

物質を用いた粒子径分布計測における装置適格性検査方法について規定する。加えて，次の誤差要因並び

にその評価法及び最小化法について規定する。 

－ 粒子相互の相対的運動 

－ 粒子運動に伴う輪郭のぼけ 

－ 粒子の光学軸に対する移動（視野深度） 

－ 撮像素子に対する粒子配向 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 13322-2:2021，Particle size analysis－Image analysis methods－Part 2: Dynamic image analysis 

methods（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項


